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产品名称 芯片的可靠性试验，连接器插拔测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

芯片的可靠性试验，连接器插拔测试

盐雾试验

试验温度一般要求为(35+-3)'C、在24h内盐淀积速率为2X104mg／m2~5X104mg／m2。盐淀积速率和湿度
是通过产生盐雾的盐溶液的温度、浓度及流经它的气流决定的，气流中氧气和氮气比份要与空气相同。
试验时间一般分为24h、48h、96h和240h 4档。

试验目的：以加速的方法评定元器件外露部分在盐雾、潮湿和炎热条件下抗腐蚀的能力，是针对热带海
边或海上气候环境设计的．表面结构状态差的元器件在盐雾、湘湿和炎热条件下外露部分会产生腐蚀。

试验条件：盐雾试验要求被试样品上不同方位的外露部分都要在温度、湿度及接收的盐淀积速率等方面
处于相同的规定条件。这一要求是通过样品在试验箱内放置的相互间的*小距离和样品的放置角度来满足
的。

7、辐照试验

试验目的：考核微电路在高能粒子辐照环境下的工作能力。高能粒子进入微电路会使微观结构发生变化
产生缺陷或产生附加电荷或电流。从而导致微电路参数退化、发生锁定、电路翻转或产生浪涌电流引起
烧毁失效。辐照超过某一界限会使微电路产生**性损伤。

试验条件：微电路的辐照试验主要有中子辐照和γ射线辐照两大类。又分总剂量辐照试验和剂量率辐照
试验。剂量率辐照试验都是以脉冲的形式对披试微电路进行辐照的。



在试验中要依据不同的微电路和不同的试验目的严格控制辐照的剂量串和总剂量。否则会由于辐照超过
界限而损坏样品或得不到要寻求的闽值。辐照试验要有防止人体损伤的安全措施。
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